
微細形状測定機
段差・膜厚測定再現性１σ 0.3ｎｍ以内！

ET200A
・表面性状解析及び段差測定に最適
・高精度・高分解能・優れた安定性を実現
・ＦＰＤ基板・ウエハー・有機ＥＬ等の微細形状、段差、粗さ測定に
・直動式検出器を搭載、微少測定力で軟質試料面測定にも対応

新製品！



「表(仕様、組合せ、オプション）」シートをエクスポートでPDF化して、PDF画面のハードコピーをトリミング、サイズ調整した

         ※型式は発注時にご確認ください

観察画像 測定結果-二次元（例）

2019.08.30

プロステック秋葉原 3 F
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微細形状測定機
段差・膜厚測定再現性１σ 0.3ｎｍ以内！

ET200A-D
・表面性状解析及び段差測定に最適
・高精度・高分解能・優れた安定性を実現
・ＦＰＤ基板・ウエハー・有機ＥＬ等の微細形状、段差、粗さ測定に
・直動式検出器を搭載、微少測定力で軟質試料面測定にも対応

新製品！

電動Ｙ軸ユニット搭載機！



「表(仕様、組合せ、オプション）」シートをエクスポートでPDF化して、PDF画面のハードコピーをトリミング、サイズ調整した

         ※型式は発注時にご確認ください

観察画像 測定結果-二次元（例）

2019.08.30

プロステック秋葉原 3 F
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二次元・三次元微細形状測定機
段差・膜厚測定再現性１σ 0.3ｎｍ以内！

ET200A-3D
・二次元・三次元表面性状解析及び段差測定に最適
・高精度・高分解能・優れた安定性を実現
・ＦＰＤ基板・ウエハー・有機ＥＬ等の微細形状、段差、粗さ測定に
・直動式検出器を搭載、微少測定力で軟質試料面測定にも対応

新製品！

三次元解析ソフト搭載機！



「表(仕様、組合せ、オプション）」シートをエクスポートでPDF化して、PDF画面のハードコピーをトリミング、サイズ調整した

         ※型式は発注時にご確認ください

測定結果-三次元（例）観察画像 測定結果-二次元（例）
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プロステック秋葉原 3 F
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